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Thema: 
Aufbau und Evaluierung einer Messanordnung zur Bestimmung der 
Winkelabhängigkeit von multispektralen Filter-On-Chip Snapshot 
CMOS-Sensoren 

   
Um eine parallele Erfassung von 
geometrischen und spektrometrischen 
Informationen mit der Aufnahme von 
einem Bild zu realisieren, existieren 
sogenannte multispektrale Filter-On-
Chip (FOC) CMOS-Sensoren. Diese 
Sensoren zeichnen sich dadurch aus, 
dass spektralselektive Filter in einer sich 
über die gesamte Sensorfläche in x- und 
y-Richtung wiederholenden Matrix auf 
den CMOS-Sensor Pixeln aufgebracht 
sind. Aktuelle am Markt verfügbare 
Sensoren arbeiten mit 4, 9, 16 oder 25 unterschiedlichen spektralselektiven Filtern. Die in der sich 
wiederholenden Filtermatrix auf den Pixeln aufgebrachten spektral-selektiven Filter funktionieren 
nach dem Fabry-Pérot Filterprinzip. Dabei bestimmt die Resonatorlänge des aufgebrachten Filters 
dessen spektrale Empfindlichkeit. Prinzip bedingt weisen diese neuartigen Sensoren einen erhöhten 
optischen, spektralen und elektrischen Crosstalk auf. Ein charakteristischer Einflussfaktor, welcher 
dem optischen Crosstalk zugeordnet werden kann, ist die Abhängigkeit der Pixelwerte von Strahlungen 
mit unterschiedlichen Einfallswinkeln. Durch die pixelspezifischen spektralen Filter und deren 
unterschiedliche Resonatorlängen kann Strahlung bei formal gleicher Wellenlänge aber 
unterschiedlichen Einfallswinkeln auf dem Sensor unterschiedliche Pixelantworten hervorrufen. 
Diesen optischen Crosstalk gilt es, mit einer zu entwickelnden Messanordnung quantitativ 
nachzuweisen. Mit der zu entwickelnden Messanordnung sollen automatisiert 
wellenlängenspezifische Bestrahlungen unter einstellbaren Einfallswinkeln mit dem Sensor erfasst und 
ausgewertet werden können. Der optische Aufbau der Messanordnung soll ohne bewegliche 
Teilkomponenten auskommen. Es soll für die wellenlängenspezifische Bestrahlung ein vorhandener 
Monochromator in die Messanordnung integriert werden. Weiterhin wird die Integration von 
Kameramodulen mit Standard C-Mount-Anschluss für die Messanordnung vorgesehen.    
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Einarbeitung in die sogenannte Multi-/Hyperspektralbildverarbeitung 

 Einarbeitung in die Grundlagen der technischen Optik und auf dem Effekt der Interferenz 
basierenden Sensoren 

 Aufbau und Inbetriebnahme einer Messanordnung für die Messwertaufnahme 

 Realisierung einer automatisierbaren Messwerterfassung 

 Messtechnische Charakterisierung von multispektralen Filter-On-Chip Snapshot CMOS-Sensoren 

 Dokumentation und Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse 
 

Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr. rer. nat. Gunther Notni 

Betreuer an der TU Ilmenau: 
M.Eng. Paul-Gerald Dittrich 
paul-gerald.dittrich@tu-ilmenau.de 

 
  

sichardt
Text-Box
Themen-Nr.: 239

sichardt
Text-Box


